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Ementa 

- Princípios básicos de técnica de difração de raios X: a) História; b) Fenômeno 
da difração; c) Lei de Bragg 

- Estruturas cristalinas 

- Instrumentação difratômetro de raios X e preparo de amostras 

- Método de Rietveld 

- Base de dados e quantificação de fases via software TOPAS 
- Exercícios 
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